The Mixture Ratio Model and Its Applications to Social Science by 山田 節夫
Economic Bulletin of SenShu University
















































Pr(T≦t;0, 6)-F(i;0, 6) (1)
と表わそう｡ここで, F( )は正規分布の累積密度関数, CとCはその期待値と標準偏差を意味す
る｡観測されたサンプル数の一定割合しかあるイベントを起こさないとし,その割合をαで表わ
せば,あるイベントがtより前(tを含む)に生じる確率は,




Pr(T-tLt<t*;a, 0, 0)-af(i;0, 6)
Pr(T-t*Ia, 0, 6)-llaF(t*;0, 6)
(3)
(4)
と表わされる｡ここで, ∫( )は正規分布の密度関数を意味する｡以下では, ∫( )を背後分布と呼
ぶ｡ (3)式と(4)式から,背後分布と混合比を推計するための対数尤度関数は,





















































































































IC (Integrated Circuit) 4156ユニットの1370時間にわたる連続利用実験を実施したところ, 28ユ
ニットが0.1時間から593時間の問に故障した(表2参照)｡ Meeker (1987)は,これらのデータか
ら,恒久的に故障しないユニットの全サンプル数にしめる割合,すなわち混合比を推計した｡また,
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0. 500　　0. 498　　0. 505　　0. 493　　0. 484　　0. 490
(0.005) (0.007) (0.011) (0.016) (0.023) (0.038)
0. 607　　0. 614　　0. 638
(0.010) (0.015) (0.025)












0. 844　　0. 880　　0. 855
(0.075) (0.110) (0.141)




























(6.97) (10.59) (16.63) (22.58) (31.21) (45.91) (57.54) (90.43)
1014.0　1022.6　1047.8　1034.0　1025.2　1053.1 1119.1 1152.9
(13.70) (19.30) (27.84) (35.12) (45.73) (66.58)
986. 9　　983. 4　　974. 0　　986. 0　　947. 8　　970. 9
(17.79) (23.00) (29.06) (39.35) (46.25) (67.09)
972.8　　962.3　　924. 1　922.8　　957.0　　935.2

















(30.13) (41.44) (50.69) (50.32) (67.41) (84.57) (133.33) (216.84) (269.57) (270.82)
注) ( )内は標準誤差
表5　標準偏差の推計結果






492. 4　　489. 0　　494. 9　　487. 0　　482. 4　　484. 7　　466. 5　　467. 2　　450. 2　　403. 0
(5.00) (8.13) (10.89) (12.98) (15.79) (20.22) (23.42) (32.10) (43.30) (59.67)
506. 5　　510.4　　521.0　　515.4　　511. 9　　521.0　　540.3　　548.8　　531.6　　502. 6
(9.00) (ll.10) (13.97) (16.07) (19.00) (24.50) (34.13) (46.84) (60.52) (90.10)
497.3　　495. 5　　491.7　　496. 2　　483.3　　490.4　　491. 5　　464. 3　　439.4　　421.3
(10.60) (12.37) (14.28) (17.40) (19.32) (24.95)
498. 1　494. 1　480. 1　479. 3　　490. 4　　483. 7
(12.01) (13.44) (14.26) (16.76) (21.32) (24.88)
507. 1　522.4　　524.3　　498.5　　505. 1　501.4



























suplogLb(α, 0, 6) -SuplogLね(盲, 0, 0)
a,0,c a,6
suplogLね(α, 0, 6) -SuplogLts(α,育, 6)
α,♂,♂　　　　　　　　　　　　　　　　　α,♂




したがって,それぞれのパラメータの950/o信頼区間は, Ats(盲)<X20.95,1, )氏(育)<X20.95,1, AtS(7)
<xZo.95,1を満たす,首,育,盲として計算される｡ここで, X2,,レは自由度L/のカイ自乗分布における
γ分位点(quantile)を意味する｡


















































スピルオーバー効果を強め,経済の生産性の向上に貢献する(Bemstein and Nadiri (1988), Goto








































Pr(T-tlt<t*, 0, 6)-af(i;0, 6)
Pr(T-t*10, 0)-1-aF(t*;0, 6)
と表わされる｡ここで, F ( )は背後分布の累積密度関数を意味する｡特許出願数(サンプル数)
をnとすれば, (18)式と(19)式より背後分布とパラメータαを推計するための対数尤度関数が,
･nL* -善dilnaf(li;0, 6)I,il(1-di)ln(1-aF(t･ ;0, 6))　　　(20)
と書ける｡ここで, diはサンプルが非センサードデータ(uncensored observations)であるときは














･nL** -,flgilnaf(li ; e･ 6)･か1-gi).n (1-αF(t** ; 0, 6)) (21)
ここで, giはサンプルが非疑似センサードデータ(quasi-uncensored observations)であるとき
は1 ,右側疑似センサードデータ(right quasi-censored observations)であるときは0となる離散
変数を意味する｡ (21)式を用いて背後分布が推計されれば,ある特許出願がその事業的価値が判
明しないまま審査請求される確率は次のように計測される｡
審査請求期限t*までにある特許出願の事業的価値が判明しない確率は, S(t* ;0, 6)-1-F






















































[5] t榊までにモデルが予測した審査請求数　　　　　　　　　　α ∑F(t軸;0, 6)　17584.995
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